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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'SO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CElI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments dix, présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO-ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leuriexistence.

L'ISO 17328 a été élaborée par le comité technique 4SO/T.C 172, Optique .ef"photonique, sous-comité SC 3,
Matériaux et composants optiques.
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Introduction

La présente Norme internationale s'applique au mesurage de lindice de réfraction relatif dans l'air des
matériaux optiques infrarouges.

Il existe deux grands types de méthodes pour mesurer l'indice de réfraction des matériaux infrarouges. Il s'agit
des méthodes interférométriques et des méthodes du minimum de déviation. La présente Norme
internationale comporte la description d'une méthode d'essai utilisant le minimum de déviation pour les
matériaux infrarouges, laquelle est également utilisée dans le domaine spectral visible. Elle présente
lavantage de s'appliquer a davantage de types de matériaux, comparativement aux méthodes
interférométriques, et permet un traitement des données aisé grace a son principe de mesurage simple.

© I1SO 2013 - Tous droits réservés \%
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PROJET DE NORME INTERNATIONALE ISO/DIS 17328

Optique et photonigue — Matériaux et composants optiques —
Méthode d'essai de l'indice de réfraction des matériaux
optiques infrarouges

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale fournit une méthode standard de mesurage de l'indice de réfraction relatif
dans l'air des matériaux infrarouges utilisés dans le domaine spectral infrarouge allant de 0,78 um a 25 um.

Les méthodes de mesurage de l'indice de réfraction des matériaux biréfringents et de l'indice de réfraction
complexe sont exclues du domaine d'application de la présente Norme internationale.

2 Références normatives

Les documents ci-aprés, dans leur intégralité ou non,*sont des références normatives indispensables a
'application du présent document. Pour les références datées, seule |'édition citée s'applique. Pour les
références non datées, la derniere édition du decument'de référence:s'applique (y compris les éventuels
amendements).

ISO 11382:2010, Optique et photonique’~— Matériaux” et:’"composants optiques — Caractérisation des
matériaux optiques utilisés dans la bande spectrale infrarougede 0,78 um a 25 pm

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

indice de réfraction

indice de réfraction absolu

rapport de la vitesse des ondes!-€lectromagnétiques a une longueur d'onde spécifique dans le vide a la
vitesse des ondes dans le matériau

[SOURCE : IS0 12123:2010, Termes et définitions 3.1]

3.2

indice de réfraction relatif

rapport de l'indice de réfraction (absolu) du matériau de I'échantillon a l'indice de réfraction (absolu) du
matériau en contact avec I'échantillon a une longueur d'onde spécifique

3.3

angle du minimum de déviation

valeur minimale de l'angle formé entre le rayon incident frappant le prisme échantillon et le rayon s'échappant
de ce prisme échantillon, qui s'obtient lorsque le rayon a l'intérieur du prisme échantillon forme des angles
égaux avec les faces d'entrée et de sortie de ce prisme échantillon

© 1SO 2013 — Tous droits réservés 1
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4 Méthode de mesurage
4.1 Généralités

La présente Norme internationale décrit la technique de la méthode du minimum de déviation pour le
mesurage de l'indice de réfraction.

La méthode du minimum de déviation doit étre appliquée pour le mesurage de l'indice de réfraction.
4.2 Principe

Comme cela est présenté a la Figure 1, lorsque le faisceau lumineux monochromatique est réfracté par le
prisme échantillon selon le minimum de déviation, l'indice de réfraction relatif dans I'air du prisme échantillon a
la longueur d'onde du faisceau lumineux monochromatique est décrit par la formule suivante :

3 sin[(a + 5)/2]
T sin(a/2)
ou
N estl'indice de réfraction relatif dans I'air du prisme échantillon ;
a estl'angle de sommet du prisme échantillon ;
6 est l'angle du minimum de déviation du faiseeau Jumineux manochromatique réfracté par le prisme
échantillon.
Légende
MLO  systeme optique fournissant une source lumineuse monochromatique
SP prisme échantillon
RS plateau rotatif
GM goniométre
DO détecteur optique
o angle du minimum de déviation
a angle de sommet du prisme échantillon

Figure 1 — Représentation schématique de la méthode du minimum de déviation

Le faisceau lumineux monochromatique doit étre paralléle au plan de section, PS, du prisme échantillon.
(Voir Figure 2).

2 © 1SO 2013 — Tous droits réservés


6d�c�s��U�h#���
��du�Q�2�t����X���A�$�"c�܋Pn
Y����X9��=��_8a)�A�M�+F�K��8+P�']fD�'﬙���ΰY����=
�

ISO/DIS 17328

RL
1
//A\\ - II|
- - -
.y ~ T} -
r \_\ b=
/// : - |II
III
-""A'.
-~
.-"'d
.-""--'l./
PS
Légende
RL ligne d'aréte
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Figure 2 — Ligne d'aréte et plan'desection du-prisme échantillon
4.3 Appareillage et mode opératoire de-mesurage
L'appareillage de mesurage doit comporter les.éléments suivants :

a) un moyen d'émettre un faisceaw lumineux monochromatique collimaté d'une longueur d'onde spécifiée
vers le prisme échantillon ;

b) un moyen de faire varier l'angle du faisceau/lumineux monochromatique collimaté par rapport a la face
d'entrée du prisme échantillon ;

c) un moyen de déterminer la direction’du faisceau lumineux monochromatique réfracté par le prisme
échantillon ;

d) un moyen d'indiquer I'angle du minimum de déviation §;

e) un moyen de mesurer la température du prisme échantillon.

(Voir Figure 1).

Des exemples d'appareillages pour le mesurage de l'angle du minimum de déviation sont présentés a
I'Annexe A. L'Annexe A comporte également la description d'un mode opératoire de mesurage. De plus, la
valeur absolue de l'erreur liée a lI'angle de déviation est décrite a 'Annexe B.

4.4 Longueur d'onde du faisceau lumineux pour le mesurage

Les longueurs d'onde de mesurage doivent représenter un échantillon adéquat de la bande spectrale étudiée
afin de réaliser, a partir des données, un ajustement de courbe par rapport a une formule de dispersion qui
permet de calculer l'indice de réfraction relatif pour n'importe quelle longueur d'onde choisie arbitrairement

dans la bande spectrale. Au moins trois longueurs d'onde sont utilisées comme longueurs d'onde de
mesurage.

© 1SO 2013 — Tous droits réservés 3
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5 Echantillons
5.1 Forme et dimensions du prisme échantillon

Le prisme échantillon doit étre un prisme cale constitué du matériau faisant I'objet du mesurage. Les faces
d'entrée et sortie doivent étre polies.

Un exemple de forme de prisme échantillon est représenté a la Figure 3. L'angle de sommet optimal (de sorte
que l'erreur de mesurage liée a I'angle de sommet soit la moins importante) pour un matériau présentant un
indice de réfraction relatif n, est :

a = 2arctan(l/nyg) .

Pour les matériaux a faible indice, cette relation peut aboutir a des angles de sommet excessivement grands.
Cette relation doit étre utilisée a titre de recommandation.
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Anglais Francais
CHAMFER CHANFREIN
Légende
RL ligne d'aréte
a angle de sommet du prisme échantillon

Figure 3 — Forme du prisme échantillon

5.2 Précision de surface
La précision de surface des faces d'entrée et de sortie du prisme échantillon doit étre mesurée a l'aide d'un

interférométre. Aucun terme de puissance mesuré ne doit étre retranché des données de mesurage. I
convient que tout écart de planéité de surface soit inférieur ou égal a 150 nm P-V.
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